Servicio de microscopia electrdnica

Analisis estructural de muestras de tamaio variado. Se analizan tanto muestras conductoras como aislantes. El
recubrimiento metalico para muestras aislantes se puede solicitar adicionalmente.

Informacion de contacto
Direccion: Avda. Complutense 30,
Cemdatic, ETSIT, Edificio A
Teléfono: 910672367

Pagina web: cemdatic.upm.es
Correo electronico: cemdatic@upm.es

Tipo de oferta tecnoldgica

Servicios cientifico - Tecnoldgicos

Areas de investigacién e innovacion

e Ciencia para la ingenieria y la arquitectura

oDS


https://www.upm.es/recursosidi/offers-resources/servicios-cientifico-tecnologico/servicios-servicios-cientifico-tecnologico/servicio-de-microscopia-electronica/
https://cemdatic.upm.es/
https://www.upm.es/recursosidi/ofertas-recursos/servicios-cientifico-tecnologico/servicios-servicios-cientifico-tecnologico/
https://www.upm.es/recursosidi/areas-investigacion-innovacion/ciencia-para-ingenieria-y-arquitectura/

INDUSTRIA,
INNOVACION E

INFRAESTRUCTURA

Disponible desde: 2021

éDonde?
Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para Tecnologias de Informacién y Comunicaciones (CEMDATIC)

Palabras clave: | microscopia electrdnica | SEM

Servicio de microscopia electronica

Descripcion de los servicios que se ofrecen

Anélisis de estructuras micrométricas y nanométricas en muestras de varios tamafos. Se pueden analizar muestras conductoras y
aislantes. Para muestras aislantes se puede solicitar adicionalmente su recubrimiento metdélico. El servicio se podria usar
individualmente previo entrenamiento con el equipo.

Necesidades demandadas y aplicaciones

Analisis de estructuras nano- y micrométricas tanto conductoras como aislantes.

Sector o area de aplicacion

Nanotecnologia, Microtecnologia.

Descripcion del equipamiento
CEMDATIC, ETSI de Telecomunicacién

Para dar este servico se emplea un microscopio electrénico de barrido de sobremesa Zeiss EVO que permite:

deteccon de electrones retrodispersados y secundarios; voltaje de aceleracion desde 0.02kV hasta 30kV variable de forma continua en
pasos de 10V; distancia analitica de trabajo de 8.5mm; corrientes desde 0.5pA hasta 5 uA; base motorizada en 5 gjes: X, Y, Z, tilt hasta
90° y rotacién en 360°; cdmara de muestras de 310mm de didmetro interno y 220mm de altura; escanear imdgenes de hasta 32k x
24k pixel.

Solicitud del servicio

Solicitar servicio mediante correo electrénico a cemdatic@upm.es indicando fechas preferentes y experiencia en el uso de microscopios
electrénicos de barrido.
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